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図4。 鉄系粒子の観察例。上段の図は 10kVで観察した通常の画像。陸 上]2次電子像、[右上]
反射電子像。下段の図は、低エネルギー電子検出器を用いて同じ粒子を観察した画像。[左下]5kV
[右下]此V (JFEスチール閉佐藤 馨 様ご提供試料を本装置にて観察。)
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